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 – 2 – 60512-26-100 Amend. 1  IEC:2011 

 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical 
committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic 
equipment. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

48B/2065/FDIS 48B/2149/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be 

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

_____________ 

 

4.5.4.2 Triaxial set-up 

Replace the existing third paragraph by the following: 

R1 is the inner circuit terminating load and is chosen to be within ± 2 % of Z1, the inner circuit 
impedance (see 4.5.4.3.2), utilising one or more standard value resistors. 

R2 is the outer circuit terminating load and is chosen to be within ± 2 % of the value, utilizing 
one or more standard value resistors, determined according to 

5022 –ZR =  

where Z2 is the outer circuit impedance (see 4.5.4.3.3). 
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4.5.4.3 Impedance of the inner circuit  

Replace the existing title and text by the following: 

4.5.4.3 Inner and outer circuit impedances 

4.5.4.3.1 General 

Where the inner circuit impedance (Z1) or outer circuit impedance (Z2) are unknown, the inner 
circuit impedance shall be determined according to 4.5.4.3.2 and the outer circuit impedance 
shall be determined according to 4.5.4.3.3. 

Measurements shall be made by preparing the sample (for the inner circuit impedance 
measurement) or the sample in the metallic tube (for the outer circuit impedance 
measurement), and connecting to a network analyzer (or other suitable measurement system) 
which has been calibrated for impedance measurements at the sample or metallic tube 
reference planes respectively. The test frequency shall be the approximate frequency for 
which the length of the sample is 8

1  λ, where λ is the wavelength. 

sample
test 85,1 L

c
f

××
∼  

where 

ftest is the test frequency 
c is the speed of light 
Lsample is the length of the sample 

4.5.4.3.2 Inner circuit impedance measurement 

The short circuit inner circuit impedance (Z1 short) is measured by short circuiting the far end 
of the prepared sample. 

The open circuit inner circuit impedance (Z1 open) is measured by leaving the far end of the 
prepared sample open at the same point where it was shorted for the short circuit inner 
impedance measurement. 

The inner circuit impedance is calculated as: 

open1short11 ZZZ ×=  

4.5.4.3.3 Outer circuit impedance measurement 

The outer circuit impedance is measured from port 2 of the network analyzer with the outer 
circuit terminating load (R2) set to zero, i.e. short circuit (see Figure 12). 

The short circuit outer circuit impedance (Z2 short) is measured by short circuiting the far end 
of the metallic tube to the screen of the prepared sample (as shown in Figure 12). 

The open circuit outer circuit impedance (Z2 open) is measured by leaving the far end of the 
metallic tube “open” to the screen of the prepared sample at the same point where it was 
shorted for the short circuit outer impedance measurement. It is recommended that the 
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 – 4 – 60512-26-100 Amend. 1  IEC:2011 

 

prepared sample be held in place using a low dielectric insulating support inside the metallic 
tube in approximately the same spatial position that it will occupy during the transfer 
impedance measurement.  

The outer circuit impedance is calculated as: 

open2short22 ZZZ ×=  

____________ 
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 – 6 – 60512-26-100 Amend. 1  CEI:2011 

 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 
48B de la CEI: .Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements 
électroniques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

48B/2065/FDIS 48B/2149/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
«http://webstore.iec.ch» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera 

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

_____________ 

 

4.5.4.2 Montage d’essai triaxial 

Remplacer:le troisiem alinéa existant par le suivant 

R1 est la charge à l’extrémité du circuit intérieur, et sa valeur est choisie de façon à être à 
± 2 % de Z1, l’impédance du circuit intérieur (voir 4.5.4.3.2), en utilisant une ou plusieurs 
résistances de valeurs standards. 

R2 est la charge à l’extrémité du circuit extérieur, et sa valeur est choisie de façon à être à 
± 2 % de la valeur déterminée par (en utilisant une ou plusieurs résistances de valeurs 
standards): 

5022 –ZR =  

Z2 étant l’impédance du circuit extérieur (voir 4.5.4.3.3) 
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4.5.4.3 Impédance du circuit intérieur 

Remplacer le titre et le texte existants par ce qui suit: 

4.5.4.3 Impedances des circuits intérieurs et extérieurs 

4.5.4.3.1 Généralités 

Quand l’impédance du circuit intérieur (Z1) ou l’impédance du circuit extérieur (Z2) ne sont 
pas connues, l’impédance du circuit intérieur doit être déterminée selon 4.5.4.3.2, et 
l’impédance du circuit extérieur doit être déterminée selon 4.5.4.3.3. 

Les mesures doivent être réalisées en préparant l’échantillon (pour la mesure de l’impédance 
du circuit intérieur), ou en préparant l’échantillon dans la tube métallique (pour la mesure de 
l’impédance du circuit extérieur), et en le connectant à un analyseur de réseau (ou tout autre 
système de mesure approprié) qui a été calibré pour des mesures d’impédance au niveau des 
plans de référence de l’échantillon et du tube métallique respectivement. Les fréquences 
d’essais doivent être approximativement les valeurs pour lesquelles la longueur de 
l’échantillon est 8

1 λ, λ étant la longueur d’onde. 

néchantillo
essai 85,1 L

c
f

××
∼  

où 

fessai est la fréquence d’essai 
c est la vitesse de la lumière 
Léchantillon est la longueur de l’échantillon 

4.5.4.3.2 Mesure de l’impédance du circuit intérieur 

L’impédance du circuit intérieur en court-circuit (Z1 short) est mesurée en court-circuitant 
l’extrémité éloignée de l’échantillon préparé. 

L’impédance du circuit intérieur en circuit ouvert (Z1 open) est mesurée en laissant l’extrémité 
éloignée de l’échantillon préparé ouverte, au même point que là où il a été court-circuité pour 
la mesure de l’impédance du circuit intérieur en court-circuit. 

L’impédance du circuit intérieur est calculée par: 

open1short11 ZZZ ×=  

4.5.4.3.3 Mesure de l’impédance du circuit extérieur 

L’impédance du circuit extérieur est mesurée à partir du port 2 de l’analyseur de réseau, avec 
la charge du circuit extérieur (R2) mise à 0, c’est-à-dire en court-circuit (voir Figure 12). 

L’impédance du circuit extérieur en court-circuit (Z2 short) est mesurée en court-circuitant 
l’extrémité éloignée du tube métallique à l’écran de l’échantillon préparé (tel que présenté 
Figure 12). 
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